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CAPACITATS PREVIES

Coneixements d'enginyeria de materials, fisica i quimica

REQUISITS

COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:
CEMCEM-04. Realitzar estudis de caracteritzacid, avaluacio i certificacié de materials segons les seves aplicacions

Transversals:
06 URI N3. US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIO - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informacié necessaria per a un treball
academic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexié critica sobre els recursos d'informacio utilitzats.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes s'impartiran en format teoric, problemes on s'introduiran les competéncies especifiques de I'assignatura. Es realitzaran
activitats dirigides presencials per treballar la comunicaci6 oral i escrita i el treball en equip.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de I'assignatura és que |'estudiant adquireixi coneixements sobre les diferents técniques experimentals existents per a la
caracteritzacié microestructural i fisicoquimica dels materials. En funcié de la problematica o de les necessitats, I'estudiant ha de tenir
el criteri suficient per seleccionar la tecnica més adequada aixi com la interpretacid dels seus resultats.
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HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 27,0 24.00
Hores grup petit 13,5 12.00
Hores aprenentatge autonom 72,0 64.00

Dedicacio total: 112.5 h

CONTINGUTS

1. Introduccio. El concepte de microestructura.

Descripcio:

Relacions estructura-propietat. Escala microestructural. Parametres microestructurals. Enllag interatomic en solids. Fases

Cristal.lines i Amorfes. La xarxa cristal-lina
Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacio: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

2. Analisi per difraccio RX de I'estructura cristal-lina

Descripcio:

Dispersio de la radiacié per vidres. Espai reciproc. Métodes de difraccié de raigs X. El difractometre de raigs X. Técnica de

difraccié de pols. Analisi de patrons de difraccié

Dedicacié: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

3. Angle de contacte en analisi de superficie

Descripcio:

Determinacié de I'energia superficial d'una superficie solida homogenia. Equacié d'estat. Mesura d'angle de contacte. Métode gota

sessil (SD) i dinamica. Metode de la bombolla captiva.
Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacié: 5h
Grup gran/Teoria: 5h
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4. Caracteritzacio de rugositat superficial i porosimetria.

Descripcio:
Avaluacié de rugositat. Técniques per a l'avaluacié de la rugositat: perfilometria, AFM. Qué és la porositat? Principis basics de les
tecniques de porositat.

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacioé: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

5. Analisi espectroscopic de la composicio de la superficie.

Descripcio:
Espectroscopia de fotoelectrons de raigs X. Espectroscopia infraroja per transformada de Fourier.

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacioé: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALS: 6. Interaccié d'un feix d'electrons amb una mostra. La fisica del
procés.

Descripcio:
Interaccio electré-mostra: electrons secundaris; electrons retrodispersats; radiacid continua de raigs X; Raigs X caracteristics;
Emissio d'electrons Auger. Interaccidé foté-mostra: Fenomens d'absorcid i fluorescencia.

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacio: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALS 7. Fonaments i técniques.

Descripcio:

Els feixos d'electrons com a ones. Lents electromagnétiques per feixos d'electrons. Defectes i resolucié de les lents. Descripcid
dels microscopis electronics de transmissid. Mecanisme de formacié d'imatges: contrast. Descripcid dels microscopis electronics
de rastreig (SEM, ESEM).

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicaciod: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALS: 8. Preparaciéo de mostres.

Descripcio:

Preparacié de mostra per SEM. Preparacié de mostres per TEM: métodes electrolitics (Jet polishing). Técnica de bombardeig ionic.
Técnica mitjangant un microscopi de feix d'ions focalitzats (FIB). Corts per ultramicrotomo. Técniques de replica de superficies.
Técnica d'extraccié per Réplica. Preparacié de materials en forma de pols.

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacié: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALS: 9 Difracci6 d'electrons

Descripcio:
Fonaments. Patrons Deybe-Scherrer. Xarxa reciproca. Patrons de difraccié d'electrons: Metode de quocients Rn. Correlacié
d'imatge i patrd de difraccié (rotacié magneética). Linies d'Kikuchi. Exemples d'indexacié de patrons de difracci6.

Objectius especifics:

Activitats vinculades:
Exercicis practics de difraccio d'electrons per resoldre

Dedicacié: 5h 30m
Grup gran/Teoria: 5h 30m

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALS: 10. Teoria de contrast i aplicacions

Descripcio:
Teoria dinamica. Aplicacié de I'equacioé basica a vidres reals: Contrast d'una dislocacié. El criteri g x b. Determinacié del vector
Burger b. Determinacio de densitats de dislocacions. Analisi de macles.

Objectius especifics:
Activitats vinculades:

Dedicacioé: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

La qualificacio de I'estudiant sera: Nota Final = 0,5 (1er Examen parcial) + 0,5 (2° Examen Parcial). En cas de re-avaluacid, la
qualificacié de I'estudiant sera: Nota Final = Examen re-avaluacio.

Podran accedir a la prova de reavaluacié aquells estudiants que compleixin els requisits fixats per I'EEBE a la seva Normativa
d'Avaluacid i Permanéncia
(https://eebe.upc.edu/ca/estudis/normatives-academiques/documents/eebe-normativa-avaluacio-i-permanencia-18-19-aprovat-je-20
18-06-13.pdf)

NORMES PER A LA REALITZACIO DE LES PROVES.
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